Příloha č. 1 - Technická specifikace 


Technická specifikace a garantované technické parametry
Rentgenový difraktometr

Výrobce rentgenového difraktometru:			
Přesné typové označení rentgenového difraktometru:	
Obecný popis zařízení:
Rentgenový difraktormetr je zařízení určené pro materiálový výzkum, především pro rutinní a komplexní velikostní a strukturní charakterizaci (tzn. kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu) vzorků nanomateriálů, pevných látek a tenkých vrstev. Zařízení bude využito pro výzkum zejména v oblastech práškových nanomateriálů a tenkých vrstev, in-situ monitorování přípravy a modifikace nanomateriálů reakcemi v pevné fázi a jejich komplexní charakterizace. 
Dodané zařízení musí mít univerzální konstrukci a musí být vybaveno systémem pro měření vzorků ve vakuu a za vysokých teplot, systémem pro detekci rozptýleného i difraktovaného rtg záření, automatickým podavačem vzorků a software pro vyhodnocení dat - viz specifikace níže.
Požadována je také komplexní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění (řídící jednotka, chladící jednotka, vakuové pumpy apod.), bez jakýchkoliv dalších dodatečných nákladů zadavatele. 
Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR pro tento typ. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení a prohlášení o shodě. Zadavatel požaduje dodání již existujícího a odzkoušeného technického řešení dodávaného zařízení. Zadavatel požaduje zboží nové, nerepasované.
Minimální technické parametry: 
Níže uvedená technická specifikace obsahuje minimální požadavky zadavatele, které musí dodávané zařízení splňovat.

Zařízení musí umožňovat:
· Měření práškové rtg difrakce v reflexním uspořádání i v transmisním uspořádání.
· Měření reflektivity, textur a textur tenkých vrstev.
· Měření v bodu menším než 300 x 300 μm (stopa svazku při kolmém dopadu svazku na vzorek).
· Skenování vzorkem ve třech osách v rozsahu 10 mm, 10 mm a 10 mm a současně možnosti rotace a náklonu vzorku.
· Možnost měření na vzduchu, ve vakuu a dalších atmosférách (N2, či reakčních plynech).
· Možnost pro měření baterií a sledování změn struktury materiálu v režimu „in-operando“ (s integrací potenciostatu v laboratoři), včetně dodání držáků pro „mincové“ typy baterií a elektrochemické cely pro přípravu baterií. 
· Rychlou a snadnou výměnu všech přídavných zařízení a optiky (clony, monochromátory, držáky vzorků) bez nutnosti justování nebo s automatickým justováním – tzn. zařízení bude mít modulární systém komponent,
· Možnost použití rentgenky s Co, Cu, Mn, Mo, Cr  i Ag Kalpha zářením, 
· Proces tepelného zpracování vzorků ve vysokoteplotní komoře včetně provádění in-situ měření rtg práškové difrakce v reflexním uspořádání při různě se měnící teplotě a v různých reakčních plynech a vakuu. Toto měření lze provádět jak na práškových, tak na plochých vzorcích, které jsou umístěny horizontálně a nemění svou polohu během průběhu měření.

Součástí dodávky zařízení musí být minimálně:
· Co rentgenová lampa
· Rtg zrcadla na primární straně rtg svazku pro měření v reflexní a transmisní geometrii, včetně měření v režimu „grazing incidence“ a SAXS.
· Sady štěrbinových clon různých světlostí a sollerových clon s úhlem rozbíhavosti <= 2,5°, a komponenty pro omezení výšky rtg svazku a rozptylu rtg záření pro pokrytí výše uvedených aplikací zařízení, tzn. pro měření nanomateriálů, polykrystalických preparátů, tenkých filmů, práškových vzorků  za vysokých teplot, a měření reflektivity a textur, sada masek umožňující měření na všech dodaných typech držáků vzorků. Bodové optické prvky vhodné pro měření textur. 
· Motorizovaný stolek umožňující posun (skenování vzorkem) v pěti na sebe navzájem kolmých osách. Pohyb stolku musí být řízen ovládacím softwarem přístroje s rozsahem posunů větším než 30 mm v ose x a y, v ose z větším než 10 mm a krokem menším než 15 μm. Náklon stolku kolem osy ležící v difrakční rovině (směr primárního svazku při nulovém úhlu theta) musí být s rozsahem minimálně -2 – 90° a rotací vzorku kolem normály ke vzorku minimálně 0-360° pro měření reflektivity a textur vzorků tenkých vrstev.
· Optická kamera pro nastavení přesné polohy rtg svazku na vzorku pro mikrodifrakci. Kamera pracuje v součinnosti s dodaným ovládacím software.
· Vysokoteplotní komora pro měření na plochých a práškových vzorcích na vzduchu, ve vakuu a dalších atmosférách (N2, či reakčních plynech – H2, CH4, CO2, atd). Součástí dodávky musí být dále vakuový systém pro měření ve vakuu (rotační a/nebo turbomolekulární vývěvy, měření kvality vakua, ventily) a příprava pro připojení plynů. Součástí dodávky musí být komora vybavena programovatelnou, elektronicky řízenou výškovou regulací pro kompenzaci výškové roztažnosti držáku plochých vzorků nebo musí být optimální výška vzorku zajištěna jiným vhodným způsobem. Součástí dodávky musí být také minimálně 1 držák pro měření v in-situ reakční komoře.
· Automatická nebo manuální nožová clona pro omezení detekce rozptýleného záření. 
· [bookmark: _Hlk159329505]Detektor s vysokým energetickým rozlišením pro redukci fluorescence s energetickým rozlišením [UVEDE ÚČASTNÍK max. však 400 – hodnotící kritérium č. 2.1] eV pro Co záření s možností měření Kbeta záření. 
· Detektor by měl být rychlý, bezúdržbový a lineární, optimalizovaný pro kolekci dat při použití Co Kalpha záření s velkým úhlovým záběrem pro rychlý sběr dat z vysokoteplotní komůrky, a s možností pracovat v módu 0D (jako bodový detektor), 1D (jako lineární detektor), včetně protirozptylových clon.
· Software pro vyhodnocení dat získaných při měření, a to min. v rozsahu časově neomezených 10 licencí. Software musí obsahovat moduly pro kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu pomocí Rietveldovy metody software musí umět vyhledávat v následujících databázích COD, PDF2, PDF5+.
· Chladicí zařízení s uzavřeným vodním okruhem typu voda-vzduch.
· Držáky práškových vzorků (celkem minimálně 15 s velikostí vzorku v rozsahu 10-45 mm, minimálně 6 držáků pro měření v transmisi včetně vhodné folie pro uchycení vzorku, minimálně 6 držáků pevných vzorků. Minimálně 4 držáky pro měření na malých vzorku s nulovým pozadím. 
· Automatický podavač plochých vzorků (pro měření v transmisním a reflexním módu) s alespoň patnácti pozicemi – v tomto případě musí být vzorky umístěny horizontálně bez změny polohy v průběhu měření s možností rotace vzorku okolo své osy pro zlepšení statistiky měřených dat.
· Všechny výše zmíněné držáky vzorků musí být kompatibilní s automatickým podavačem vzorků.
· Dále musí být součástí dodávky minimálně 1 držák pro mincovní baterie pro in-situ měření a elektrochemickou celu pro přípravu baterií
· Software pro ovládání difraktometru, který bude umožňovat komunikaci a součinnost s potenciostatem pro měření baterií ve výše zmíněných držácích.

Zařízení musí dále splňovat následující technické parametry:
1. Reflexní mód  rozsahu úhlů 2 Theta minimálně -2 až 140,0 ° 
2. Nejmenší krok menší než 0,003 ° úhlu 2Theta .
3. Možnost nezávislého náklonu RTG zdroje i detektoru.
4. Generátor RTG záření s výkonem minimálně 3 kW
5. Systém umožňuje dosažení hodnoty úhlového rozlišení lepšího než FWHM 0,03°  2theta pro krystal LaB6
6. Teplotní rozsah vysokoteplotní komůrky pro měření alespoň 25-900 °C.

Další požadavky zadavatele:
· Chlazení zařízení bude realizováno pomocí dodaného chilleru (vzduch – voda). V případě nutnosti je možné dodavatelem doplnit o stabilizační tepelný výměník.

Dodávané zařízení dále obsahuje či umožňuje (jedná se o parametry, které jsou předmětem hodnocení Veřejné zakázky):
· [bookmark: _Hlk159330970]Umožňují automatické optické moduly programově řízenou změnu clon, masek a Sollerových clon a paralelních kolimátorů pro přechod mezi měřením v reflexi, v transmisi, GIXRD a SAXS bez manuálního zásahu uživatele do přístroje? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.2]
· [bookmark: _Hlk159330986]Umožňuje zařízení umístění druhého detektoru na rameno goniometru a možnost přepínání mezi jednotlivými detektory pomocí automatického software? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.3]
· [bookmark: _Hlk159331007]Umožňuje zařízení přímé optické snímaní pozice pomocí enkodérů přímo na goniometru pro doživotní poziční přesnost goniometru a technologie přímého čtení pozice? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.4]
[bookmark: _gjdgxs]
